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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR L’INCLUSION DE CLAUSES DE FIABILITE
DANS LES SPECIFICATIONS DE COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)

POUR L’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

PREAMBULE
1) Lgs décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questiongtechhigue Spare Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions,\exprime e mesure possible

2) Ces décisions constituent des recommandations internationale;

un accord international sur les sujets examinés.

s Comités natio-

nqux.
3) Dpns le but d’encourager ['unification internationale, la CEI exfrh HE ionaux adoptent
d4ns leurs régles nationales le texte de la recommandati a hs la meSure ol les conditjons nationales le
nte doit, dans la

composants et des

réux:Eon, un n
nati

Ls

<

permettent. Toute divergence entre la regommandatibn de Y4 s,nationale correspond
mesure du possible, étre indiquée en tern 2

L4 présente recoin i ¢té etqblie par e Comité d’Etudes No 56 de la CEIl: Fiabilité des

dlectroqiques.

Up projet@ ‘ :
discytés au co d ion} S Prague en 1967 et & Paris en 1969. A la suite dg¢ cette derniére

56 (Bureau Central) 21, fut soumis & I’approbatiqn des Comités

Les Etats-Unis
sans annexe exp

ts'{e sdqt prqnoncés explicitement en faveur de la publication:
Italie
Japon
Suisse
Canada Tchécoslovaquie
Danemark Turquie
Finlande Union des Républiques

France Socialistes Soviétiques
Israél :

d’Amérique ont voté contre la publication car ils estiment que le texte est incomplet
licative. Cette annexe est a I’étude.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE FOR THE INCLUSION OF RELIABILITY CLAUSES
INTO SPECIFICATIONS FOR COMPONENTS (OR PARTS)
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

FOREWORD
1) The formal degisions or agreements of the 1EC on technical matters, prepared by Techui it the
National Comfmittees having a special interest therein are represented, express, as nedrly as ped } onal

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acce that

sense.

3) In order to prpmote international unification, the IEC expresses the
the text of the [ EC recommendation for their national rules in so f:
between the I C recommendations and the corresponding natio
in the latter.

Hopt
permit. Any divergence
possible, be clearly indidated

This recomm

bNiC

Components and Equipment.
A first draft was disc ‘ eti in Hapburg in July 1966. Three successive drafts were
discussed at thgd meetings“\€ld 3 i any in Paris in 1969. As a result of this latter meetjng,

a new draft, dd
under the Six N

'circulated to the National Committees for apprgval

The following

Italy

Japan

South Africa
Switzerland

Turkey

Finland Union of Soviet
France Socialist Republics
Israel

<

The United States of America voted against publication because it felt that the text was incomplete
without a clarifying appendix. Such an appendix is under consideration.
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GUIDE POUR L’INCLUSION DE CLAUSES DE FIABILITE
DANS LES SPECIFICATIONS DE COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)
POUR L’EQUIPEMENT ELECTRONIQUE

équipements

ifue de lots et la

cipes différents
er si un niveau
s procédures 1A
Le principe B,
/nombre de composants-heures qu’il
partir desquels le taux de défaillance

lite autre grandeur

bnné, le taux de
k de défaillance

une défaillance
b taux de défail-
composant, les

Efi Pabsence de toute indication contraire dans la spécification, la non-satisfactipn a plus d’un
critére, pour un méme spécimen, sera considérée comme une seule défaillance.

2.2 Sinécessaire, deux ou plusieurs critéres de défaillance peuvent &tre spécifiés pour un paramétre donné
d’un composant particulier; 'un au moins concernera la défaillance compléte du composant. (Les
calculs de taux de défaillance relatifs aux défaillances particlles devraient inclure les défaillances
totales.) Ainsi, le taux de défaillance se rapporte au nombre total de défaillances qui sont apparues.

2.3 Seuls les paramétres jugés importants au point de vue des conditions d’emploi typiques pour

lesquelles le composant a été congu feront I'objet des spécifications de mesures destinées a déter-
miner les défaillances.

2.4 Dans certaines conditions, il peut étre souhaitable de spécifier plusieurs taux de défaillance pour les
composants ayant plusieurs paramétres spécifiés pour la détermination des défaillances.
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2.1

2.2

23

2.4

GUIDE FOR THE INCLUSION OF RELIABILITY CLAUSES
INTO SPECIFICATIONS FOR COMPONENTS (OR PARTYS)
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

Scope

This d pical
Committ ion
of reliabi

It describes two procedures: Procedure 1 applicable to the testing ¢ ots,

and Procgdure 2 applicable to the testing of an individual lot.

In bot on_ tv eren ingiples (further
indicated ssed
failure ra the
basis is 4| ibed
in Proced ated

and the d

Note. — The rate may be expressed in terms of hou@nc c¥cles/or other quantities or units as may be
aj

In bot}

are, at a|given confidence level, the assessed fallure
rate of tH :

Foreword

Failure cti

component is considered to have failed rests primarily wit{ the
, in order that the assessed failure rate may have a meaning whi¢h is
intelligible t

In the abpence of any specification to the contrary, failure in respect to more than one criteriop on
a single specimen shall be considered only as one failure.

Where appropriate, two or more failure criteria may be specified for a given parameter of a particular
component; at least one failure criterion shall apply to complete failure of a component. (Calcu-
lation of failure rates related to partial failures shall include complete failures.) The failure rate
then refers to the total number of failures which have occurred.

Only those parameters judged to be important under the typical use conditions for which the compo-
nent is designed should be specified to be measured for determining the failures.

Under certain conditions, it may be desirable to specify multiple failure rates for components having
several parameters specified as defining component failure.
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Pour les composants a trés faible taux de défaillance, un contact bilatéral entre client et fournisseur
peut €tre utile.

Procédures

Ce guide reconnait deux méthodes fondamentales pour ’assurance de fiabilité des composants:
ia procédure 1 et la procédure 2.

Procédure 1 — Essais de séries de lots

La procédure 1 ne devrait étre utilisée que lorsque le composant est fabriqué en production
essentiellement continue; elle exige que les processus soient sous contrdle afin d’assurer la stabilité
de la fiabilité. Dans ce contexte, le terme « processus » signifie lensemMs procedunes relatives

a la conception, la fabrication, les essais et le controle de qualité.

Procédure 14 — Essais de séries de lots basés sur le principe:de niveau tauxde éfa.Bnce spécifiés.

Description

0t uRegsai dendurancg (durée de vie)

Dans la procédure 1A, il est spécifié d’effectuer sur chaquz

i 1 le composant
& e (durée de vie)
sont effectués sur chaque lot consécutif oy sul ¢ ‘périodivité spécifiée. sultats d’essais
sont accumulés pour évaluer ld niveau < inve. Les données
ront spécifiées.
éfaillance pour
lequel la quahﬁcat'n a été accq S g . S ccumulées sont
comparées a un ¢ } niveau de taux
de défaillance vie) de chaque
limite permise,
a qualification.

¢faillance constant)

#eau de confiance de 609 au niveau 1 x 10- par hefire, il est néces-

600 unité-heures avec 0 défaillance, soit
202 000 unité-heures avec 1 défaillance au plus, soit
311 000 unité-heures avec 2 défaillances au plus.

Sur Une base continue, le niveau de confiance peut étre abaissé a 109, pour estimer le taux de
défaillance du composant.

Les essais d’endurance (durée de vie) sur des lots avec niveau de confiance de 109 exigent, pour
le niveau de taux de défaillance cité ci-dessus, 53 200 unité-heures avec 1 défaillance ou moins, ou
110 000 unité-heures avec 2 défaillances ou moins.

De plus, la spécification peut donner des critéres pour I’acceptation ou le refus de chaque lot
séparément, selon un plan d’échantillonnage normalisé pour inspection par attributs.

Conséquences

Dans le cas ol le nombre de défaillances exceéde la limite permise, les résultats d’essai peuvent
&tre reconsidérés dans le but d’établir la qualification & un nouveau taux de défaillance plus élevé et
correspondant aux données disponibles.
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For components with very low failure rates, a bilateral contact between manufacturer and customer
can be of assistance.

Procedures

This guide recognizes two fundamental approaches to assurance of component reliability:
Procedure 1 and Procedure 2.

Procedure 1—Series lots testing

Procedure 1 should be used only when the component is manufactured in essentially continuous
production and requires that the processes are under control in order to ensure stability of relia-
bility. In this context, the term * processes’ means the complete design, man/ufa<ture, testing

and quality-eontrol-procedures:

Procedutle 1A—Series lot testing based on the principle of specified failure rgte e

Descript

In Prof cient
data are igs of
specific failure rate levels. Having been qualified at a pregcribed failure (life)
tests are {tey ot fesults are accymu-
lated to ¢ { num

time ove

The cf and
the confi 2 given criterion to determine if the
compongnt remains qualified i aifurs rateNevel. This decision is made after [each
successiv i n the event of the number of failures
exceeding the allowed limj g pone i onsidered as not complying to its qualified
failure rgte level.

Example
For qY
4

On a ( rate

level of ¢

Endurance (life) tests on lots with 109} confidence require, for the above-mentioned failure rate
level, 53 200 unit hours with 1 failure or less, or 110 000 unit hours with 2 failures or less.

- In addition, the specification may give criteria for acceptance or rejection of each separate lot
according to a standard sampling plan for inspection by attributes.

Consequences

In the event of the number of failures exceeding the allowed limit, the test results may be reviewed
for purposes of establishing qualification to a new and higher failure rate level appropriate to the
available data.
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Les données accumulées peuvent &tre aussi utilisées pour octroyer la qualification & un niveau de
taux de défaillance plus faible.

Information

De plus, les résultats peuvent étre regroupés avec ceux de périodes antérieures et les taux de
défaillance observés et estimés peuvent étre calculés pour cette plus longue période.

Un résumé des résultats d’essais devrait &tre a la disposition de tous les utilisateurs et la pério-
dicité de mise 4 jour de ces informations, par exemple trimestriellement, semestriellement, devrait
&tre spécifiée.

3.1.2 Procédure 1B — Essais de séries de lots basés sur le principe d’un volume d’essai spécifié

ge au niveau

bur chaque lot.
bs lots.

Description

Par opposition a la procédure 1A, la procédure 1B ne décri
de taux de défaillance et posée a priori.

Dans la procédure 1B, il est spécifié d’effectuer un essai d’¢
Les résultats obtenus sur chaque lot seront utilisés pou

s pour calculer
iveau de confiance spécifié.

drance (durée de vie) (nombre
cumul des résultgts obtenus sur
de défaillance atteifjt (par compa-

poduit essayé suivant la procédurg 1B peut Etre

ns le cadre de
limite, une ou
des exigences
\leurs désirées.

d’échantillon-
rait conduire &
meftré Sn essai un échantillon de 32 piéces et a rejeter le lot s’il y a 4 défaillanges ou plus au
cours d’un essai de 1000 heures.

Si des lots de 5 000 piéces étaient soumis & essai chaque semaine durant une période de 6 mois,
26 Iots seraient ainsi contrdlés, représentant une durée cumulée de 26 X 32.x 1000 composants-
heures. Si trois défaillances avaient été observées durant cette période, le taux de défaillance observé
serait de 3,6 x 1076 par heure. Le taux de défaillance estimé & 909 de confiance serait 7,8 x 106
par heure et, 2 609 de confiance, de 4,9 x 10 par heure.

En tenant compte des résultats d’essai des semestres précédents, la durée cumulée pourrait €tre de
2400000 composants-heures avec 10 défaillances. Le taux de défaillance observé pour cette période
plus longue serait de 4,2 x 106 par heure, et le taux de défaillance estimé de 6,4 x 106 2 909 de
niveau de confiance et 4,8 x 106 par heure 2 60%; de niveau de confiance. Ces pi€ces peuvent alors
étre désignées comme conformes & un niveau de taux de défaillance prescrit de 1 X 103 par heure.
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The accumulated data may also be used to establish qualification to a lower failure rate level.

Information

In addition, results can be aggregated with those of previous intervals and the observed and
assessed failure rates can be calculated for the longer period.

A summary of the test data should be available to all users and the time intervals for up-dating
this information, e.g., quarterly, half-yearly, should be specified.

3.1.2 Procedure 1B—Series lot testing based on the principle of specified amounts of testing

Descriptjon
In contrast with Procedure 1A, in Procedure 1B there is no failure rate

?ed

beforehand.

In Prq S per
lot will §

After erved
failure r

Accun er of
hours, ahd number of failures) from the iye ¢ S yhich

failure rate level is met (by comparison

Possibiliyy of qualification

Whenl|it is required, qualk o of the pre gecording to Procedure 1B can be achjeved
when a gpecified numbeN\of lots have passed a

Therelis a practigal limiting vajie b ilure rate demonstrable under any given specificdtion.
For values of fai‘ g im 2 have
to be pr f the

desired ¥

Example
The IZ
The sj

inspectid

and 4 o

et

If lots of 5000 components were submitted to a test at weekly intervals in a six months’ period,
maybe 26 lots would be tested, giving a cumulative time of 26 x 32 x 1000 component hours. If
three failures had been observed in that time, the observed failure rate would be 3.6 % 106 per hour
and the assessed failure rate 7.8 x 106 per hour at 90% confidence and 4.9 X 106 per hour at
609, confidence.

Taking account of test results from previous six months’ periods, the cumulative time might be
2400000 component hours with 10 failures. The observed rate for the longer period would be
4.2 x 106 per hour and the assessed failure rate 6.4 x 106 at 909 confidence and 4.8 x 106 per
hour at 609, confidence. These parts may then be identified as complying with a prescribed failure
rate level of 1 x 105 per hour. ’
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Conséquences

Leffet d’'une augmentation du taux de défaillance peut aussi étre illustré. Un taux de défaillance
supérieur a 4,0 X 107 par heure causerait de fréquents rejets de lots et entrainerait 'introduction
du contrdle renforcé. Une augmentation jusqu’a, par exemple, 2 X 10-5 par heure n’empécherait
pas la livraison des lots.

Cependant, il deviendrait vite évident au fabricant du composant que son taux de défaillance a
cril et qu’il doit immédiatement y porter remeéde ou subir la sanction d’avoir & publier un taux de
défaillance nettement plus élevé que 3,6 x 100 par heure a la fin du prochain semestre et d’avoir a
déclarer la conformité au niveau de taux de défaillance supérieur, soit 10-4 par heure.

Information

3.2

321

322

4.1

De plus, les résultats peuvent étre regroupés avec cenx de périodes frécédentes et les taux de

défaillance observés et estimés peuvent &tre calculés pour cette plus 1

Un résumé des résultats d’essais devrait &tre a la disposition ¢¢'¥ 1 rget la pério-
dicité de mise a jour de ces informations, par exemple trimestrielleme iellerient, devrait
étre spécifiée.

Procédure 2 — Essai de lots individuels

a) La procédure 1 n’est pas applicable;
b) Les taux de défaillance prév ent réalisable.

Pour un taux de défaillance ‘sgtim ] coliteuse que

Procédure 24 — Essais de lots 1 dz‘via é

scifié¢ d’effectuer un essai d’endurance (durée de [vie) sur le lot
ante de données soit obtenue pour déternjiner I’accepta-
défaillance.

e principe de niveaux de taux|de défaillance

viduels basés sur le principe d’un volume d’essai spégifié.

y a pas d’exigence relative au niveau du taux de défpillance. Il est
sai d’endurance (durée de vie) sur le lot individuel, et de rendre compte des

L’¢noncé dés niveaux de taux de défaillance estimé, soit en tant qu’exigence, sofit en tant que

iveq pouvan e démontrés pa n—volume dessai-donné,fera—partie-de-la—siécification du
composant. Cet énoncé devra clairement indiquer le(s) niveau(x) de taux de défaillance, le(s)
niveau(x) de confiance impliqué(s) et le(s) niveau(x) de contrainte(s) applicable(s). Ces niveaux
de taux de défaillance seront utilisés dans les contrats d’achat de composants a fiabilité spécifiée.

Note. — 11 serait dangereux pour les projeteurs d’équipements chargés d’établir les calculs prévisionnels de Moyenne
des temps de hors-fonctionnement (MTBF) d’utiliser sans précautions les taux de défaillance ainsi définis.

Niveaux prescrits pour les taux de défaillance estimés

Lorsqu’un niveau de taux de défaillance estimé est spécifié, les valeurs préférentielles suivantes
devraient étre utilisées pour la limite supérieure de 'intervalle de confiance:

1 x 105,1 x 106,1 x 107, 1 x 108 et 1 x 109 par heure.
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Conseguences

The effect of an increase in the failure rate can also be illustrated. A failure rate higher than
4.0 x 103 per hour would cause frequent lot rejections and the introduction of tightened sampling.
An increase to, say, 2 X 105 per hour would not prevent release of lots.

However, it would quickly become apparent to the components manufacturer that the failure rate
had increased and he must correct this immediately or suffer the penalty of publishing a failure rate
much higher than 3.6 x 106 per hour at the end of the six months’ period, and reporting
compliance to the higher failure rate level of 104 per hour.

Information

d-and

ﬁng

assessed failure rates can be calculated for the longer period.

A summary of the test data should be available to all users and the ti
this inforymation, e.g. quarterly, half-yearly, should be specified.

Procedur

Proced
a) Proce
b) The ej

For a {

2—Individual lot testing

Procedurq

In Pro
that suffig
level.

t so
rate

In Prod
be perfor
results.

¢ level requirement. An endurance (life) test is specifiad to
Qt together with the method to be employed for reporting the

<

Assessed fai

A statgment of the.gsSessed failure rate levels, either as a requirement or which can be denj
straled by stated amount-olitestingshat-beinetuded—inthespecHica o tor—comporens—This
statement should clearly indicate the failure rate level(s), the confidence level(s) involved, and the
applicable stress level(s). These failure rate levels shall be used in purchasing components of a

specified reliability.

Note. — It would be hazardous for equipment designers responsible for making preliminary calculations of Mean
Times Between Failures (MTBF) to use the failure rates so defined without suitable precautions.
Prescribed levels for assessed failure rates

When an assessed failure rate level is specified, the following perferred values of the upper confi-
dence limit should be used:

I %105, 1 x 106,1 x 107, 1 x 108 and 1 x 109 per hour.


https://iecnorm.com/api/?name=fa4c5f3b1f0905a90812f323b381332f

14 —

Sauf lorsque le taux de défaillance est constant, les niveaux de taux de défaillance s’appliquent
seulement pour des périodes de temps déterminées.

Dans le cas ol des niveaux de taux de défaillance intermédiaires sont souhaitables pour une classe
particuliére de composants, de tels niveaux peuvent étre spécifiés a condition que chaque niveau de
taux de défaillance soit identifié avec les exigences spécifiques de I’essai d’acceptation correspondant.
Dans chaque cas, pour une méme spécification particuliére de composant on ne fournira pas plus de
cing niveaux.

On ne se propose pas de spécifier des niveaux de taux de défaillance plus bas que ce qui peut €tre
envisageable, dans ’état actuel de la technique, pour une classe particuliére de composant.

5. Niveaux de confiance associés aux taux de défaillance estimés

Les taux de défaillance estimés seront déterminés en utilisant l'interyalle~de confiance unilatéral
dont la limite supérieure correspond a 609, ou 909, de niveau de fiance peur [a qualification
et 10%, 609 ou 909 pour I’évaluation sur une base continue.

Le choix d’un niveau de confiance est une décision technico-éco i ne confiance
élevée peut exiger de grands échantillons, particuliéreme
exigé est faible.

De méme, pour réduire le risque de rejet d@t & une sstimati hce supérieur a
celui de la population, un critére d’acceptation élevé peut de aployé. En fontrepartie, le
4nce, augmente
Peffectif d’échantillons et le colit des essais

Le tableau suivant montre ned3 le rat entte les deux effectify d’échantillons
correspondant respectivement a\la premiére et & la Seconde yaleur du paramétre v4riable données
dans la colonne 2.

\Q Rapports des effectifs

Param variable d’échantillons
\ziveau de confiance: 7 2,5

90 et 609,

Niveau de confiance: 1,7
90%; et 60%

\/giveau de confiance

608
]

Taux de défaillance c=2¢et0 34
constant

Niveau de confiance
et critére d’acceptation Taux de défaillance 10
constants 0,1%et1%

Le cofit de base doit aussi étre considéré dans ce choix. Une multiplication par 5 d’un cofit faible
peut avoir de moindres conséquences qu’une augmentation de 109 sur un cofit élevé. Les colits de
base étant variables avec le type particulier de composant concerné, aucune décision ne peut €tre
prise sans considérer le cas de chaque composant. '
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Except where the failure rate is constant, the failure rate levels apply to fixed time periods only.

In the event that intermediate failure rate levels are desirable for a particular component class,
such levels may be specified provided that each failure rate level is identified with specific acceptance
test requirements. In any event, no more than five levels shall be provided for in a single specification

for a component.

It is not intended that failure rate levels lower than the foreseeable state of the art for a particular

component class be specified.

Confidence levels of the assessed failure rate
The assessed failure rate shall be determined using the one-sided confidence intepva-]\q which the

upper linfit 15 related to 60, or 907, confidence level for qualification and 109

evaluating on a continuing basis.

The chpice of a confidence level is a complex technical economic decisiof.

require l4rge samples, particularly where the assessed failure rate requipen

Similaqly, to reduce the risk of rejection because the assessed

populatign failure rate, high acceptance numbers may have

higher aqceptance number plans for any given confidenée level Y}

testing cdst.

The following table shows in column 3 t
the variable parameter in column 2 to th

ize reduiredifor the sprond value.

Constant paramebers

AN

£
(\w:&rv\/
N\

Sample size ratio

Co@vel :

the
and,
and

e of

constant

and 19

AcceptapCe number
c=0 2.5
ConstantNdilyfa rate \/x()% d 609
—"
Confidence level:

909 and 60% 1.7
Confidence Jey€l 609
Constant failure rate c¢c=2and 0 3.4
Confidence level and
acceptance number are Failure rate 0.1% 10

“ Base ™ cost must also be considered. A five-fold increase in a small cost can be of a much smaller
consequence than a 1077 increase in a large cost. Since “ base > costs vary with the particular part

type involved, decisions cannot be made apart from the consideration of the component.
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6. Mcéthodes d’essais de fiabilité

Le choix d’une méthode d’essai de fiabilité a inclure dans la spécification dépendra du dégré de
connaissance relatif aux facteurs d’accélération applicables au type de composant et a la loi d’appa-
rition des défaillances dans le temps.

6.1  Facteurs d’accélération

6.1.1 Lorsque le facteur d’accélération a été établi quantitativement

Dans les clauses d’information et d’acceptation, on doit spécifier les essais a effectuer pour
contrdler la stabilité de sa valeur.

De tels essais peuvent etre requls périodiquement dans le temps (par exemple annuellement ou

. e duction d’une
’échantillon a
sftre aux essais.

re autres, tests
blir les valeurs
hnt le commen-
dt basée sur des

taux de défail-
.|Dans quelques

I connaissance.

a peut étre fait
ht cet intervalle
pmbre d’échan-
de différents intervalles de temps. La proportion d¢ défaillants de
fin de Iintervalle de temps correspondant est alors mesurée.

paxitionMde défaillances précoces, ’évaluation du taux de défaillance doit partir de la

Cette-méthode—est-valable-dans les cas ol lon sait qn’il existe un taux de défaillande constant. Des

essais de différentes durées peuvent étre effectués. Les résultats de tous les essais pour tous les inter-
valles de temps sont rassemblés et on calcule les taux de défaillance a partir des résultats accumulés.

Le nombre d’unités exposées & chaque période de temps est multiplié par la durée de la période
et on détermine le produit unités X heures (unité-heure). Les produits unités X heures sont totalisés
pour toutes les périodes de temps, afin d’obtenir une somme unique d’unités X heures représentant
I’ensemble de tous les essais.

6.2.3 Essai tronqué (‘essai sur un intervalle de temps fixé)

Cette méthode est préférée dans les cas,oll 'on sait que le taux de défaillance n’est pas constant,
et dans les cas ou il ne peut raisonnablement étre supposé constant. Tous les essais doivent €tre
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Reliability testing methods

The selection of a reliability test method for incorporation in the specification will be dependent
upon the state of knowledge relating to acceleration factors applicable to the component type and
to the failure-in-time distribution.

Acceleration factors

When the acceleration factor has been proven quantitatively

The information clauses and acceptance requirements shall specify the test to be performed to
control the stability of this value.

Such tests may be required pemodlcally in tlme (e g half- yearly or yearly) or penodlcally according
to the nuymbe b eee Sy such

a case, t| 1l be
specified
When th

In theli igtical
tests for to a
particular component; these tests may be performed before snCiy i se of

delivery

Methods

Failurg-i k tant, increasing or decreasing fafilure
rate during part1cu1ar time 1ntervals In some ¢ i ptime distribution may be unknpwn.
The appfoach to reliability i on the nature of such distributions
and the knowledge of them.

Variable ltime testing

In this methodi {ri
sample fpr a fixed timpé
failure. 4

ime is estimated. This may be done by testing a
is interval measuring the time of occurrence of pach
os can be tested for a series of different time periods. |The

proportid nd of its time period is then measured
In the< carly failures, the failure rate should be calculated from the|end
of the ea

Accumuld

- y be
performed for varying lengths of time. The results of all tests for all time perlods are collected
together and the failure rate calculated from the accumulated results.

The number of units exposed for each time period is multiplied by the duration of the period and
a unit X hours product (unit hours) is determined. The unit hour products for all time periods are
totalled to obtain a single unit hour sum representing the aggregate of all testing experience.

Truncated testing (fixed time interval testing)

This method is preferred in those cases where the failure rate is either known to be other than
constant or where it cannot reasonably be assumed to be constant. All tests must be performed for
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effectués pendant des périodes de temps fixées. Les estimations résultant de taux de défaillance et
la qualification sont limitées & la durée de chaque essai particulier. Par exemple, un essai réalisé ave¢
une durée de 500 heures permettra de calculer le taux de défaillance estimé et de I'exprimer par
exemplé sous la forme 10-3 par heure pour 500 heures. Aucune estimation ne peut étre faite direc-
tement A partir des résultats pour un taux de défaillance par 1000 heures ou toute autre base
de temps.

6.2.4 Essai séquentiel

Cette méthode peut étre basée soit sur la distribution des défaillances dans le temps, soit sur la
loi binominale. Lorsqu’elle est basée sur la distribution des défaillances dans le temps, un certain
nombre de composants sont soumis & I’essai jusqu’a ce que le temps cumulé et le nombre de défail-
lances soient suffisants pour permettre une décision. Lorsque la méthode est-basée sur la loi binomi-
nale, les composants sont essayés pendant une durée fixe.

6.3 | Essai censuré (essai avec nombre de défaillances fixé)

Cette méthode impose de soumettre un nombre spécifié iménsaux conditions d’essai
jusqu’a ce qu'un nombre de défaillances fixé & ’avance

Il est normalement nécessaire de mesurer le te) squ’a Yapparitipn de chaque

Cette méthode est surtout applicable lorsque posants cotiteuxsont impliqués ou lorsqu’une
i es@fai ances est exigée.

6.4 | Essai avee des limites resserrées

eNe (0w les) paramétre(s) caractérisant les défaillances
(durée’de vie) & une vitesse connue gt prévisible, le

6.5 | Méthoderd ana iab s
3]0 2 vse ‘par variables devrait étre pris en considération lorsque les

bn des caracté-

Spécification des niveaux de contrainte d’essai

En général, les contraintes spécifiées pour I'essai doivent étre celles des conditions nominales de
fonctionnement du composant. Dans les industries ol traditionnellement sont spécifiées les condi-
tions limites pour le composant, a des niveaux nettement supérieurs aux conditions d’emploi typiques,
les cas suivants peuvent étre considérés:

7.1.1 L’essai peut étre spécifié aux conditions limites et le taux de défaillance donné pour ces conditions.

7.1.2 L’essai peut étre spécifié aux conditions limites et le taux de défaillance donné pour les conditions
d’emploi typiques. Les conditions d’emploi typiques doivent étre données, le facteur d’accélération
doit étre connu et les conditions du paragraphe 6.1 doivent étre applicables.

7.1.3 L’essai peut étre spécifié & des conditions plus sévéres que les conditions limites avec les mémes
réserves que celles données au paragraphe 7.1.2.
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